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Синхротронное излучение (СИ) востребовано в 

химии, медицине, материаловедении и фармаколо-

гии благодаря возможности неразрушающего кон-

троля с высоким пространственным разрешением. 

Самые современные источники СИ 4-го поколения 

открывают новые возможности для таких экспери-

ментов, благодаря уникальным характеристикам 

генерируемого пучка. Они обеспечивают предельно 

высокую пространственную когерентность излуче-

ния и высокое временное разрешение. 

Развитие Мегасайенс-установок предъявляет вы-

сокие требования к контролю параметров генериру-

емого пучка, во многом определяющих возможно-

сти экспериментальных методов, используемых на 

синхротронных станциях. Для прямого контроля 

параметров источника необходимы рентгенооптиче-

ские методы, дополняющие диагностику электрон-

ного пучка в накопительном кольце. Они позволяют 

получать информацию о размере и форме источни-

ка, распределении интенсивности, а также о ста-

бильности его пространственных характеристик. 

Такие данные обеспечивают независимый контроль 

параметров источника синхротронного излучения, 

позволяют сопоставлять характеристики электрон-

ного и рентгеновского пучков, выявлять причины их 

возможного несоответствия и обеспечивать дости-

жение требуемых параметров излучения на экспе-

риментальных станциях. 

Для оценки параметров источника СИ существует 

ряд прямых и косвенных методов. Прямые методы 

реализуют непосредственное формирование изоб-

ражения источника в области наблюдения: камера-

обскура (пинхол) с одиночным отверстием или ко-

дированной апертурой, визуализация с помощью 

составных преломляющих линз (CRL) и брэгг-

френелевской оптики [1-3]. 

При использовании косвенных методов вычис-

ление параметров источника производится по со-

путствующим физическим эффектам, выраженным 

дифракцией и интерференцией излучения: опыт 

Юнга, Тальбот-интерферометрия, K-edge диагно-

стика, дисперсионный кристалл-дифракционный 

анализ, а также дифракционные методы Френеля [2, 

4-9]. 

В настоящей работе проведено исследование 

размеров и формы рентгеновского источника с по-

мощью камеры обскура и преломляющих рентге-

новских линз. Исследование проводилось с исполь-

зованием лабораторного микрофокусного рентге-

новского источника с жидким GaIn анодом (E=9.251 

кэВ, GaKα1). Устройство позволяет управлять раз-

мером, формой и положением области засветки ано-

да электронным пучком, что обеспечивает воспро-

изводимое формирование источников с различными 

пространственными характеристиками. 

В ходе исследования было выполнено сравнение 

использованных методов по пространственному 

разрешению, чувствительности к спектру излучения 

и сохранению потока фотонов исходного рентгенов-

ского пучка. 

При регистрации изображения источника с по-

мощью Pt апертуры диаметром 5 мкм время экспо-

зиции составило 960 минут. В то же время с помо-

щью Be линз с радиусом кривизны 50 мкм изобра-

жение регистрировалось за 2 минуты при субмик-

ронном пространственном разрешении. 
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